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The invention relates to a substrate material,
characterised in that a charged region on the surface
of the correspondi ng noul ding piece with vol tages of
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(54) Title: SUBSTRATE MATERIALS FOR TRANSPARENT INJECTION MOULDED PIECES

(54) Bezeichnung: SUBSTRATMATERIALIEN FUR TRANSPARENTE SPRITZGUSSTEILE

(57) Abstract: The invention relates to a substrate material, char-
acterised in that a charged region on the surface of the correspond-
ing moulding piece with voltages of -1.5 to +1.5 kV, the proportion
of the total surface of which is between 95 and 100 %, charged re-
gions with voltages of -1.5 to -2.5 or +1.5 to +2.5, the proportion
of which is 0 to 5 % and charged regions of <-2.5 kV or >+2.5 kV,
the proportion of which is up to 1 % of the total surface of the disc
are provided, whereby the potential measurement is achieved by
means of a Monroe probe at a distance of 3.5 mm from the sub-
strate surface, the scanning region measures 12 cm in both the X-
and Y-direction and potentials are measured at each 2 mm in the
X- and in the Y-direction.

(57) Zusammenfassung: Substratmaterial, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Oberfldche eines entsprechenden Formteils
Potenzialbereiche mit Ladungen von -1.5 bis +1.5 kV vorhanden
sind, deren Anteil an der Gesamtfliche zwischen 95 und 100%
betrédgt, und Potenzialbereiche zwischen -1.5 und -2.5 bzw. +1.5
bis +2.5 vorhanden sind, deren Anteil O bis 5% betrédgt, und
Potenzialbereiche <-2.5 kV bzw. >+2.5 kV vorhanden sind, deren
Anteil bis zu 1% der Gesamtoberfldche der Disk betrdgt, wobei

die Potenzialmessung mittels einer Monroe-Sonde im Abstand von 3.5 mm von der Substratoberfléche erfolgt und der Abtastbereich
jeweils 12 cm in X- und Y-Richtung betrdgt und Potenzial in Schritten von jeweils 2 mm in X- und in Y-Richtung gemessen wird.



of which is up to 1 %of the total surface of the disc
are provi ded, whereby the potenti al neasurenent is
achi eved by neans of a Monroe probe at a dista
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potentlals are neasured at each 2 mmin the X- and in
Zur Erli.l%g n?r ﬁj {tqbﬁszodes und der anderen Ab-

kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.



